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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Seiziéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour courant continu
a diélectrique en film de polypropyléne métallisé

PREAMBULE

1) Le es Comités
d’] blus grande
mg

2) Cgs décisions constituent des recommandations internationales et sonf agréé ghte nationaux.

3) D ix adoptent
daj ationales le
pe bit, dans la
m

L ateurs et
résigtances pour équipemsnts dlectronig
D 978. A la
suitg on, v révisé, document 40(Bureau Central)459, fut|soumis a
lapi i stivant la Régle des Six Mois en aolt 1979.
L i pays)ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la
pub
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suede
Espagne Suisse
Etats-Unis d’Amérique Turquie
Finlande Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques
Japon Yougoslavie

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de

spécification dans le Systéme CEIT d’assurance de la qualité des composants ¢lectroniques
(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 16: Sectional specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors

FOREWORD

1) The forfnal decisions or agreements of the 1E C on technical matters, prepared by Rechncal
the Natjonal Committees having a special interest therein are represented, express{as nea
consenj.ls of opinion on the subjects dealt with.

2) They h
sense.

ve the form of recommendations for international use and they are 4¢

3) In ordef to promote international unification, the IE C expresses the wish that\all
the textfof the I E C recommendation for their national rules in so fdr as
betweer] the I E C recommendation and the corresponding naty
in the 1gtter.

This standard has been pre
for Electfonic Equipment.

Drafts|were discussed
latter meeting, a revised o
Committees for approva

The N

ich all
tional

n that

adopt
gence
icated

stors

 this
onal

lion:

Romania

South Africa (Republic of)

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey
Hungary Union of Soviet
Japan Socialist Republics
Netherlands United Kingdom
Norway United States of America
Poland Yugoslavia

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number

in the TE C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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i CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Seiziéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes pour courant continu
a diélectrique en film de polypropyléne métallisé

SECTION UN — GENERALITES

Généralité

Domaine d’application

La présente norme est applicable aux condensateurs fixes &% ijées et a

lant des
nue. Les
ocument

naximale
Ine sont:
rmal.

snt pas inclus; ils sont couvertp par la
ilisés dans les équipements électfoniques.
Quatorz1eme partle S , ex raires Cendensateurs fixes d’antiparasitage. Choix

¢s dangers de choc électrique (couverfts par la
Publicati gcurité pour les appareils électroniques et pppareils
associés i iq 1 Usagegénéral analogue, reliés a un réseau), les cond¢nsateurs
ateurs pour moteur (couverts par les spécificgtions du
33: Condensateurs de puissance, et du Comité d’Etudes de la
ents associés) ne sont pas couverts par la présente porme.

choisitydans [a Publication 384-1 (1982) de la C E1, les procédures d’assurance de |a qualité
et 1€s méthodes d’essai et de mesure appropriées et de fixer les exigences générales poyir ce type
de/ condensateurs. Les sévérités d’essai et les exigences prescrites dans les spédifications
particulicres doivent €lre d un niveau ¢gal ou SUpPEIicur & el de 1a préesemnte specification
intermédiaire, un niveau inférieur n’étant pas permis.

Uy,

Documents de référence

Publications de la CEI:

Publication 62 (1974): Codes pour le marquage des résistances et des condensateurs.
Publication 63 (1963): Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
Modification n° 1 (1967).
Modification n® 2 (1977).
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1.1

1.2

1.3

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 16: Sectional specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors

SECTION ONE - GENERAL

General
Scope
This standard applies to fixed capacitors with metallized elect ylene
dielectric for use in electronic equipment.
These capacitors may have “self-healing properties” depending on>s i . [They
are[mainly intended for use with direct voltage. Capacito ‘ bulse

apy

T

25
ang

Pul
Spq
Tes

(w

lications will be covered by supplements to this docy

he maximum power to be applied is 500 va
0 V. Two performance grades of gapacitors\a
Grade 2 for general applicatio

dge is
for long-life applicgtion

apacitors for radio interference suppression\a ot included, but are covered by [EC

lication 384-14: Fixed Capacitofs fops snic Equipment. Part 14: Sectjonal
cification: Fixed Capagitors for Redio uppression. Selection of Methods of

(apacitors for elgctricy % ection (covered by I E C Publication 65: Spfety
Requirements AQr i pe 8 tr01c and Related Apparatus for Household| and
Sinjilar Gené¢ ent lamjprand motor capacitors (covered by I E C Technical
Committee No. Roway Capdgitors,and 1 E C Technical Committee No. 34: Lampyq and
Related Equipthgnt, spegifics

Obf

heabject taptard is to prescribe preferred ratings and characteristics and to delect
m I E C:Rublication 384-1 (1982), the appropriate quality assessment procedures, test$ and
asurifig methods and to give general performance requirements for this type of capagitor.

jt-Seyerities and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectjonal

sp
are

tfcatior stratt-beof equat-or higher performance fevel, because lower performance levels
not permitted.

Related documents

IE

C publications :

Publication 62 (1974):  Marking Codes for Resistors and Capacitors.
Publication 63 (1963):  Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

Amendment No. 1 (1967).
Amendment No. 2 (1977).
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Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Publication 384-1: Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.
(1982) Premiére partie: Spécification générique.

Publication 410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
(1973)

Publication QC 001001: Régles fondamentales du Systéme C EI d’assurance de la qualité
(1981) des composants électroniques (IECQ).

Publication QC 001002: Régles de procédure du Systéme CEI d’assurance de la qualite
(1981) des composants ¢électroniques (IECQ).

Publication de I'ISO:

Note. — Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un article de q pré eol iondf’édition en
vigueur doit étre utilisée, sauf pour la Publication 68 de la CF ¢ ¢ iguée dans la
spécification générique doit étre utilisée.

licable.

i celles de
iehnent des
cification

=Y
L.

s forme de

données dans chaque spécification partjculiére et
¢ étre choisies parmi celles données dangs article

I

dtion et sa
pbciées qui
Ecification
res, mais,
meétriques

ngeabilit¢ et le montage doivent étre données dans la sp
3 les dimensions doivent de préférence étre données en millime
imensions originales sont données en inches, les dimensions
cofrespondantes en millimetres doivent étre ajoutees.

ro.

oivent étre données pour la longueur dy corps, la
largeur et la hauteur du corps et I'entraxe des sorties ou, pour les types cylindriques, le
diamétre du corps et la longueur et le diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque
la spécification particuliére couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité et/ou
tension), les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre placées dans un tableau sous
le dessin.

Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée ci-dessus, la spécification
particuliére doit donner les informations dimensionnelles qui le décriront convenablement. Si
le condensateur n’est pas congu pour I'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit étre
clairement indiqué dans la spécification particulicre.
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Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures.
Publication 384-1: Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1:
(1982) Generic Specification.
Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
(1973)
Publication QC 001001: Basic Rules of the I E C Quality Assessment System for Electronic
(1981) GComponents (IECQ).
Publication QC 001002: Rules of Procedure of the I EC Quality Assessment System for
(1981) Electronic Components (IECQ).

ISQ publication:

1.4 Infprmation to be given in a detail specification

or
n
by

sha

1SO Standard 3 (1973): Preferred Numbers — Series of Preferre

Noife. — The above references apply to the current editions except for I E C Publicatio

Detail specifications shall be derived from the

Detail specifications shall not speg

11 preferab ¢
spgcification

1onal
listed
gmple

blank detail specification. When
Sub-clause 1.9 of the detail specificati
an asterisk.

['he following in hoted

ional

141 (

d for
co , which
aff] . All
din S10NS

arg

of

Normally the numerical values shall be given for the length of the body, the width and height
the body and the wire spacing, or for cylindrical types, the body diameter, and the length

and diameter of the terminations. When necessary, for example when a number of items
(capacitance values/voltage ranges) are covered by a detail specification, the dimensions and
their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail specification shall state
such dimensional information as will adequately describe the capacitor. When the capacitor
is not designed for use on printed boards, this shall be clearly stated in the detail specification.
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1.42 Montage

La spécification particulicre doit spécifier la méthode de montage & employer pour
I'utilisation normale et pour les essais de vibrations, secousses ou chocs. Les condensateurs
doivent étre fixés par leurs dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur
peut étre telle qu’elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans ce cas, la
spécification particuliére doit décrire ce dispositif de fixation, qui doit étre utilis¢ lors des essais
de secousses, chocs et vibrations.

1.4.3  Caractéristiques

Les caracteristiques (assignées ou non) doivent se conformer aux articles applicables de la
présente spécification ainsi qu’aux prescriptions suivantes:

1.4.3.1 Gamme de capacité nominale
Voir paragraphe 2.2.1.

tes gammes
es produits

qualifiés. »

1.4.3.2  Caractéristiques particuliéres

Des caractéristiques complémm i R ees nsidérées
plication.
1.4.3.3  Soudure
La speécification exigences
comme applicap udage.

1.44

it’spécifier les indications a marquer sur le condensateur et
a I’égard des prescriptions du paragraphe 1.6 de lal présente

1.5

Terminologie

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la Publication 384-1 de
la CEI, les définitions suivantes sont applicables:

1.5.1 Classes de performance
1.5.1.1 Condensateurs de classe de performance 1 (longue durée de vie)

Condensateurs destinés a des usages nécessitant une longue durée de vie et de sévéres
prescriptions pour les caractéristiques électriques.
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1.42  Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied for normal use
and for the application of the vibration and the bump or shock tests. The capacitors shall be
mounted by their normal means. The design of the capacitor may be such that special
mounting fixtures are required in its use. In this case, the detail specification shall describe the

mounting fixtures and they shall be used in the application of the vibration and bump or shock
tests. ‘

1.4.3  Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this
specification, together with the following:

1.4.3.1 Rated capacitance range
See Sub-clause 2.2.1.

Notd ment

1.43.2

A
ade

eeify

1433

T
app

ents

144 M

T d on
thepackage. I3 cally
stated.

1.5 Terininology

In addition to the applicable terms and definitions of T E C Publication 384-1 the following
definitions apply:

1.5.1 Performance grades
1.5.1.1  Performance grade 1 capacitors (long-life)

Capacitors intended for long-life applications with stringent requirements for the electrical
parameters.
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1.5.1.2  Condensateurs de classe de performance 2 (usage général)

Condensateurs destinés a 'usage général pour lesquels les prescriptions ex1gee
condensateurs de classe 1 ne sont pas nécessaires.

1.5.2 Classe de stabilité

s pour les

La classe de stabilit¢ est définie par la variation de capacité aprés les essais climatiques et
mécaniques et aprés les essais d’endurance. La classe de performance et la classe de stabilité

doivent étre indiquées dans la spécification particuliére.

1.5.3  Combinaison des classes de performance et de stabilité

1.5.4

1.6

1.6.1

Le tableau suivant indigue les combinaisons de la classe de performance et de 1a classe de

stabilité:

/\(r\
Classe Classe Esignagion
de performance de stabilité des\combinaigon

1 N

> S RNAD
\2

¢ stakilité concernent la sfabilité de
eifdrmance des trois compinaisons

iquée en

b de la valeur de créte de la tension alternative, appliquées au
¢ 4 la tension nominale continue. La valeur de créte de 1a tension

modalités

Lesiinforntations contenues dans le marquage sont normalement prises dans la listd ci-aprés;
Fimportance relative de chaque information est indiquée par son rang dans la listd:

a) capacité nominale;

b) tension nominale (la tension continue peut étre indiquée par le symbole: ===
c¢) tolérance sur la capacité nominale;

d) année et mois (ou semaine) de fabrication;

e) nom du fabricant ou marque de fabrique;

f) catégorie climatique;

g) désignation de type du fabricant;

h) référence a la spécification particuliére.

ou —);
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1.5.1.2  Performance grade 2 capacitors (general purpose)

Capacitors for general application where the stringent requirements of performance grade 1

are not necessary.

1.5.2  Stability grade

It is defined by the capacitance drift after climatic and mechanical tests and after endurance
tests. The performance grade and the stability grade shall be noted in the detail specification.

1.5.3  Performance grade and stability grade combinations

ba tabhla 1

andtha ctahalite o

rade

(for preferred values).

ha < tha palaia ot £+l Yy ada
IV A UIL UVIVY VV DLIUVVO LI \/\/111(}111“;1\1110 UL LI 1}\411\11111(&11\'\.« 51“\1\/ uxxu OLuUALlLJ

N\
Performance Stability ombination
grades grades doegignationg
1 AN
: &= )
: )

stapility and tan & values. Distinctio
Table II, page 23.

1.5.4 Rated voltage

capacitor at the ratpd tem

Notfe. — The su% e

1.6 M(

im

Publication 384-1, with the following details:

ifance

V1 in

to a

rated

lative

1.6.1 "Ilhe mformation given in the marking is normally selected from the following list; the re

m-is indicated ]'\y ;tc pr\citir\n m-the list:

a) rated capacitance;

b) rated voltage (d.c. voltage may be indicated by the symbol === or —);

¢) tolerance on rated capacitance;

d) year and month (or week) of manufacture;

e¢) manufacturer’s name or trade mark;

f) climatic category;
g) manufacturer’s type designation;
h) reference to the detail specification.
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1.6.2  Le condensateur doit porter lisiblement les informations a), b) et ¢/, et le plus grand nombre
d’autres informations considérées comme utiles. Toute redondance de 'information contenue
dans le marquage devrait étre évitée.

1.6.3 L’emballage contenant les condensateurs doit porter lisiblement toutes les informations
énumérées au paragraphe 1.6.1.

1.6.4 Tout marquage supplémentaire doit étre effectué de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune
confusion.

SECTION DEUX — CARACTERISTIQUES PREFK

2. [Caractéristiques préférentielles
2.1 | Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans le goivent de préférence étnie choisies
parmi les suivantes:
2.1.

orme sont classés en catégories climatiques,
ale de catégorie et la durée de I’essai continu de chaleur

—55°C, —40°C, —25°Cet —10°C
+70°C, +85°C et +100°C
de chaleur humide: 4, 10, 21 et 56 jours

s s¢végites polyr lesessais de froid et de chaleur séche sont respectivement les températures

2.2 | ¥aleurs préférentielles des caractéristiques assignées

2.2.1 Capacité nominale (Cy ou Cy)

Les valeurs preférentielles de la capacité nominale sont choisies parmi celles des séries E des

valeurs recommandées dans la Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs normales pour
résistances et condensateurs.

2.2.2  Tolérances sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont: +20%; +10%: +5%; +2%;
+1%.
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1.6.2  The capacitor shall be clearly marked with @), b) and ¢) above and with as many as possible

of the remaining items as is considered necessary. Any duplication of information in the
marking on the capacitor should be avoided.

1.6.3 The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all the information
listed in Sub-clause 1.6.1.

1.6.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

SECTION TWO — PREFERRED RATINGS AND CHARA TICS

2. Prefdrred ratings and characteristics

2.1  Preferred characteristics

Tihe values given in detail specificatio

2.1.1  Preferred climatic categories

Tlhe capacitors coveréd b
to the general rules gi i

Tlhe lower and upp
test|shall be «@ '
« —55°C, —40°C, —-25°C and —10°C

Upper category\tex Ature +70°C, +85°C and +100°C
Dhuratio e d3 bysteady state test: 4, 10, 21 and 56 days

ding

tate

everitiesfor the'cold and dry heat tests are the lower and upper category temperafures
respectiyely:

2.2 Preflerted values of ratings

2.2.1 Rated capacitance (Cy)

Preferred values of rated capacitance are values chosen from the E series of preferred values
given in I E C Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

2.2.2  Tolerance on rated capacitance

The preferred tolerances on the rated capacitance are +20%; +£10%; +5%; +2%: +1%.
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2.2.3  Capacité nominale et tolérances associées sur cette capacité

Pour les combinaisons préférentielles des séries de capacité et de tolérances, voir le tableau

ci-dessous:
Combinaisons préférentielles
Séries Tolérances
E 6 +20%
E 12 +10%
E 24 + 5%
E 48 + 2%
E 96 + 1%

2.2.4 Tension nominale (Uy ou Uy)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 40 —/%6 0 — 400 —
630 — 1000 — 1600 — 2500 V. Ces valeurs sont conformes_a &ri nombres
normaux R5 donnés dans la Norme ISO 3: Nombres nor el normaux.

2.2.3 Tension de catégorie (Uc)

maximale

La tension de catégorie est égale a la tension/nomnii
i ension de

de catégorie de 85°C. A une température Taaxim
catégorie est égale 4 0,7 U,,.

2.2.9 Température nominale

npérature
85°C, la

PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE

3. [|Procédures urance de la qualité

Iy TIPS | N B .
31 L QC INLLHUIC GE JGUTICULION

L’¢tape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur ou 'opération équivalente.

3.2  Modeéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables, mais pouvant étre
de dimensions de boitiers et de valeurs différentes.
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2.2.3  Rated capacitance with associated tolerance values

For preferred combinations of capacitance series and tolerances see the table below:

Preferred combinations
Series Tolerances
E 6 +20%
E 12 +10%
E 24 + 5%
E 48 + 2%
E 96 + 1%

2.2.4 Hated voltage (Uy)

16p0 — 2500 V. These values conform to the basic series of preferres
Standard 3: Preferred numbers — Series of preferred numbe

2.2.5 (ategory voltage (Uc)

The category voltage is equal to the rated voltag
to B5°C. At an upper category temperature o

2.2.6 Rated temperature

IFor upper category temperatures =85
category temperature 5°C
temperature.

9,

QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quali

00 —
ISO

ES Up

pper
gory

;- [« AL L
3.1 Pri nary-otage o vianujaciure

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor clement or the equivalent

operation.

3.2 Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors produced with similar

processes and materials, though they may be of different case sizes and values.
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3.3 Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots acceptés sont prescrits dans la spécification
particuliére, les informations sur le contrdle exigees au titre du paragraphe 3.5.1 de la
Publication 384-1 de la CET doivent &tre fournies a I'acheteur sur sa demande. Apres I'essai
d’endurance, les paramétres pour lesquels les informations par variables doivent étre données
sont: la variation de capacité, la tangente de 'angle de pertes et la résistance d’isolement.

3.4 Homologation

4 de la

X ) 1 re—hn 1 tHan—east—donnee
Td pProCCUUIT POl X5 CSSals— U oI HOTO S trOi—o s t—oroiiaees

spécification générique, Publication 384-1 de la CEL

Hes essais
e utilisant
7 ci-apres.

La procédure a utiliser pour I’homologation sur la base des ¢s

3.4.

dans la
atif de la
it couvrir

e tension
1. Quand
les, une tension intermédiaire doitaussi €tre
d’une gamme l'essai de quatre ou ix valeurs
is—”Lorsque la gamme présentée a I’honjologation
bre de condensateurs a soumettre aux essais est celui

la gamme couvre {
soumise aux essai
(combinaison [cap
compre oins de quatroyaley
requis p

oupe «0».

par suite

upes sont

o

Lorsque des groupes d’essais complémentaires sont introduits dans le programmg¢ des essais
d’homologation, Ie nombre de SPecimens requis pour [& groupe <t dortétreaugmenté du
nombre requis pour les groupes complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens a essayer dans chaque groupe ou sous-groupe,
ainsi que le nombre de spécimens défectueux admissibles pour les essais d’homologation.

342 Essais

La séric compléte des essais indiqués aux tableaux I et II est requise pour I’homologation
de la gamme des condensateurs couverte par une méme spécification particuliére. Dans chaque
groupe, les essais doivent &tre effectués dans I'ordre indiqué.
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3.3 Certified Records of Released Lots

The information required in Sub-clause 3.5.1 of IEC Publication 384-1 shall be

made

available when prescribed in the detail specification and when requested by a purchaser. After
the endurance test the parameters for which variables information is required are the
capacitance change, tan 8 and the insulation resistance.

3.4 Qualification Approval

Fhe pluvuduluo for Quu};ﬁuat;uu Ayyluva} tuotius arc 5ivvu t-Stb-elause3<4-ofthe-Generic
Specification, I E C Publication 384-1.

The schedule to be used for Qualification Approval testing on the t and
periodic tests is given in Sub-clause 3.5 of this specification. The proce nmple
size schedule is given in Sub-clauses 3.4.1 and 3.4.2 below.

3.4.1 Qualification Approval on the basis of the fixed sample ¢

Sampling

The fixed sample size procedure is described i 8441, Sub-clause 3.4.2b).
The sample shall be representative ¢ g hich approval is squght.
TH ange ¢ P ail specification.

est and highest voltages, and for] these
VO i i thére are more than four rated voltages
an tested.) Thug for the approval of a range, testing is
re * : range
consists of less thaj juired
fo
a 3
ective
§ so the
nymbers;thayx be peduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval test schedule, the
number 01 specimens required for Group 0 shall be increased by the same number as that
required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-group together with
the permissible number of defectives for qualification approval tests.

34.2 Tests

The complete series of tests specified in Tables I and II are required for the approval of

capacitors covered by one detail specification. The tests of each group shall be carried
the order given.

out in
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Toutes les pieces de ’échantillon doivent étre soumises aux essais du groupe «0» et ensuite
Les picces reconnues défectueuses dans le groupe «0» ne doivent pas étre utilisées pour
Lorsqu’un condensateur n’a pas satisfait a tout ou partie des essais d’un groupe, il est

L’homologation est accordée lorsque le nombre d’unités défectueuses ne dépasse pas le

nombre d’unités défectueuses permis pour chaque groupe ou sous-groupe et le nombre total
d’unités défectueuses permis.

Note. — Les tableaux I et II forment ensemble le programme des essais sur échantillon d’effectif fixe. Le tableau I
donne en détail l’échantillonnage et le nombre de spécimens défectueux admissibles pour les differents essais
ou groupes d’essais. Le tableau 11, conjomtement aux precmons donnees dans la section quatre, donne la

1
IISLC CUILIT

Plan d’échantillonnage et nombre de spécimens dé
pour les essais d’homologqtio

TABLEAU 1

g d’essai ou

if fixe sont
la qualite.

spec1m s\{et d’uniteés
de s admissibles (pd)
Groyipe ) Paragraphe atre aleurss POL‘II‘ six yaleurs
n Essais u essdyer3) a essayerd)
\4/ pd rd
4 "\ a total bn pd total
Examen visuel \\>
Dimensions
Capacité
Tangente de
0 pertes 116 22) 174 32
Tension de tgnue
Résistanoe d’
Indud 2
Etanchaifé!
1 8 12
5 bl 180 |1
! 40 |10 361 |
1 Séauenee—chmatiqte 416 5 26 B 4 54 3 6
5 Essai continu de chaleur
humide 4.11 5 20 1 30 22)
3 Endurance 4.12 10 40 22 60 32)
Caractéristiques en fonc-
4 tion de la température!) 42.6
Charge et décharge 4.13 > 20 ! 30 2

1) Selon prescription de la spécification particuliére.
2 11 n’est pas toléré plus d’une unité défectueuse par valeur.
3) Valeur: combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.
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The whole sample shall be subjected to the tests of Group “0” and then divided for the other
groups.

Specimens found defective during the tests of Group 0 shall not be used for the other
groups.

“One defective” is counted when a capacitor has not satisfied the whole or a part of the
tests of a group.

The approval is granted when the number of defectives does not exceed the specified number
of permissible defectives for each group or sub-group and the total number of permissible
defectives.

Note. — Tables I and II together form the fixed sample size test schedule, for which Tabie I includes the details for
the sampling and permissible defectives for the different tests or groups of tests, whereas Table II together
with the details of test contained in Section Four gives a complete shmmary of test conditions and
performance requirements and indicates where e.g. for the test method or conditions Oftest a chgice has
to be made in the detail specification.

The conditions of test and performance requirements for the fixed sample siz
to those prescribed in the detail specification for quality conformance i

identical

TABLE 1

Sampling plan together with numbers of per
for qualification approval tes

Numbér’of specimens (#1)
nd @ber ofRpermissiblé defectives (pd)
2\ IS

Group Sub-claysg P % {60z for Yess values For six valups
No Test of tiis vaued 0 bgte to be testedp)
: publication 7 P
14 p
total 6n pd total

Visual examination

4.1
Dimensions I
Capacitance 4.2
0 Tangent of loss augle 4273 116 22 174 32)

Voltage praof o
Insulatiq Sigtanse 25
Inductandx 2.
Sealing!)
8 12

! 127 |1} 180 |1

r [T o .

: 24 1 36 |22

i Chimafic sequence 410 — 9 — :’;6 —7 4 — -54 = -3 6

2 Damp heat, steady state 4.11 5 20 1 30 22)

3 Endurance 4.12 10 40 22 60 32
Characteristics depending

4 on temperaturel) 426
Charge and discharge 4.13 5 20 : 30 2

1) As required in the detail specification.
2 Not more than one defective is permitted from any one value.
3 Capacitance-voltage combinations, see Sub-clause 3.4.1.
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TaBLEAU 11
Programme d’essais pour I’homologation
Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la section quatre: Meéthodes

d’essai et de mesure.
2. — Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.

Nombre
. de spécimens (n)
Numéro de payagraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essal ou (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND P
admissibles
(pd)
Groupe 0 ND Voir
4.1| Examen visuel tableau 1
et selon la
hrticuliére
4.1] Dimensions (en détail) \ ion parti-
4.212 Capacité x tolérance
4.3 Tangente de l'angle Fréquence: 1 kHz x
ic pertes (tg 6) \/
421 Tension de tenue arti Pas de claquage ni de
¢ contournement
4.1.4 Résistance  d’isole- Selon 4.2.4.2
ment
4.1.5 Inductance (si appli- Inductance: <..| mH
bable) (voir spécificafion parti-
culiere)
Etanchéité (si appli- Pas de fuite dp I'impré-
Cable gnant ni de d¢formation
Y du boitier
N
Groupe 1A })\ Voir
4.5.1 Mesures @es /X tableau 1
>1puF:a 1 kHz
Cn<1pF:al0 kHz
4B Robustgsse des sortie amen visuel Pas de dommage visible
4. Sans séchage préliminaire
Méthode selon la spécifi-
cation particuliére (1A
ou 1B)
41.2 Mesuresipales Examen visuel Pas de dommage visible
Capacité AC pour classe[l.1: <1%
C classe[l1.2: <2%
classe|2: <3%
par rapport a la valeur
mesurée au 4.3.1
Tangente de langle de Accroissement de tg d:
pertes pour C<1 pF:
pour classe 1.1: <0,001
classe 1.2: <0,002
classe 2:  <0,004
pour C>1 pF: voir spé-
cification  particuliere,
par rapport aux valeurs
\j mesurées au 4.3.1

(Suite du tableau en page 24)
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Notes 1. — Sub-clause numbers of test

procedures.
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TaBLE IT

Test schedule for Qualification Approval

and performance requirements refer to Section Four: Test and measurement

2.— In this table: D = destructive, ND = non-destructive.

Number
of specimens (1)

Sub-clause number D Conditions of test and number Performance requirements
and Test or (see Note 1) of permissible (see Note 1)
(see Note 1) ND .
defectives
(pd)
Group 0 ND See
4.1 Visupl examination Table I
4.1 Dimgnsions (detail) /&
4.2.2 Capacitance <
4.2.3 Tapgent of loss angle Frequency: 1 kHz
(tan J
4.2.1 Voltage proof See detail specification for breakdown or flash-
the method over
4.2.4 Insplation resistance See detail ) Asin 4242
) the methed
4.2.5 Inductance (if appli- Inductance: <... mH
cable) (see detail specification)
Seqling (if appli- No seepage of impregtant
cable) or harmful deformation
y of the case
Group 1A \/ See
4.3.1 Initial measurem:nts Table
4.3 Robystness of tehmi- No visible damage
nations
4.4 Resistance t Nopre-drying
heat See detail specification
for the method (1A or
1B)
4.4.2 Fin| Visual examination No visible damage
Capacitance AC for Grade 1.1: < 1%
C Grade 1.2: <%
Grade 2- %
of value measured in
43.1
Tangent of loss angle Increase of tan §:
for C<1 puF:
for Grade 1.1: <0.001
Grade 1.2: <0.002
Grade 2.  <0.004
for C>1 pF: see detail
specification, compared
to values measured in
\j 4.3.1

{Table continued on page 25)
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Nombre
: de spécimens (n)
Numeroe(tizsgzgagraphe (])?1 Conditions d’essai et d’unités Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
(pd)
Groupe 1B D Voir
Sans vieillissement tableau I

4.5 Soudabilité

Méthode selon spécifica-

Bonne qualité de I’étamage
mise en eévidence par

tion particuliere Pécoulement libre de Pal-
liage avec un mouillage
convenable des sorties ou
selon lecas
4.6.1 Mesures initiales Capacite
Tangente de Pangle de
pertes:

4.4 Variations rapides de

empérature

4.7 Vibrations

>

7.2 Contréle final

B Secousse:
chocs, voir 49

N

IS
o
W

finales

o L

Pour Cy>1 pF:a 1 kHz
Cn<1pF:a 10 kHz

0, = température  mini-
male de catégorie

fp= température  maxi-

male de categorie
Cing cycles
Durée ¢ = 30 min

Duyrée del'impulsion:...ms
ontage: voir spécifica-
tion particuliére

Accélération: ... m/s?

Duréedel’impulsion:...ms

Examen visuel

Capacite

s de soudhge (... s),

Pas de dommagg visible

Pas de dommage visible

Pas de dommage visible
AC pour classe 1.1: <1%
C classg 1.2: <2%
classg2: <3%
par rapport |a la valeur
mesurée au 4.6.1

Tangente de langle de
pertes

Résistance d’isolement

Accroissement de tg J:
pour C<1 pF:
pour classe 1.1: <0,001
classe 1.2: <0,002
classe 2:  <0,004
pour C>1 pF: voir spé-
cification  particuliére,
par rapport aux valeurs
mesurées au 4.6.1
> 50% des valeurs don-
nées au 4.2.4.2

(Suite du tableau en page 26)
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TABLE 11 (continued)

Without ageing
See detail specification for
the method

Number
of specimens (n)
Sub-c;ilés%‘:sl:mber (]))r Conditions of test and number Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) of permissible (see Note 1)
defectives
(pd)
Group 1B D See
4.5 Solderability Table I

Good tinning as evidenced
by free flowing of the
solder with wetting of
the terminations or sol-
der shall flow within ... s,

4.6.1 In|tial measurements

4.6 Rapid change of tem-
peratyre

4.7 Vibjation

4.7.2 Fipal inspection

4.8 Bunlp (or shock, see
4.9) <>

4.9 Sho
4.8)

4.8.3 or .
suremgnts

AN

Capacitance
Tangent of loss angle:

For Cg>1 pF: at | kHz
Cr<1pF:at 10 kHz

0, = Lower category tem-
perature

fg= Upper category tem-
perature

Five cycles

Duration ¢ = 30 min

detail specification
Aggeleration: ... m/s?
uration of pulse: ... ms

Visual examination
Capacitance

N
S

3

as aole

N

No visible damage

No visible damage

No visible damage

AC for Grade 1.1: <|1%
C Grade 1.2: <P%
Grade 2: <B%

of value measured in
4.6.1
Tangent of Toss angle Increase of tan 4:

for C<1 pF:

for Grade 1.1: <0.001
Grade 1.2: <0.002
Grade 2:  <0.004

for C>1 pF: see detail

specification, compared

Insulation resistance

to values measured in
4.6.1
= 50% of values in 4.2.4.2

( Table continued on page 27)
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Nombre
de spécimens (n)

Numeroe?zsi:;agraphe (])?1 Conditions d’essai et d’unités Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
admissibles
(pd)
Groupe 1 D Voir
tableau 1

4.10 Séquence climatique
4.10.2 Chaleur séche

Tempeérature: température
maximale de catégorie

Dur¢e: 16 h
4.10.3 Essai cycliqgue de
chaleur humide, essai
Ibb, premier cycle
4.19.4 Froid Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h
4.19.5 Basse pression at- Pression: 8,5 kPa

hosphérique (si requis
far la spécification parti-
duliere)

.5.3 Mesure
diaire

intermé-

.6 Essai cyclique de
dhaleur humide, essai
Db, cycles restants
.1D.6.2 Mesures finales

9,

b/

(85 mbar)

Examen visuel

Examen Y

Capad

Tangente\ de de

ert

"angle

Résistance d’isolement

N

e

S
>

K

asde claquage germanent
ni de contourrjement ou
de déformatiop du boi-
tier

Pas de dommagg visible
Marquage lisible
AC pour classe 1.

C

—

<1%
classe 11.2: <3%
classe J:  <5%
par rapport afla valeur
mesurée aux 44.2, 4.8.3
ou 4.9.3 selon|le cas
Accroissement d¢ tg o:
pour C<1 pF
pour classe 1.1:
classe 1.3:
classe 2:
pour C>1 uF} voir spé-
cification  pgrticulicre,
par rapport apx valeurs
mesurées aux| 4.3.1 ou
4.6.1 selon le ¢as
= 50% des valeuys données
au 4.24.2

<0,0015
<0,003
<0,005

Grpupe 2
4.1|1 “Ess$ai continu de cha-

Voir
tableau I

eur humide
4.11.1 Mesures initiales

4.11.3 Mesures finales

Capacité

Tangente de I’angle
pertes a 1 kHz

Examen visuel

de

Capacité

Pas de dommage visible
Marquage lisible
AC pour classe 1.1:
C classe 1.2:
classe 2:
par rapport a la
mesurée au 4.11.1

<1%
<3%
<5%
valeur

(Suite du tableau en page 28)
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TABLE 11 (continued)

4.10 Climatic sequence
4.10.2 Dry heat

4.10.3 Damp heat, cyclic,

Temperature: upper cate-
gory temperature
Duration: 16 h

Number
] of specimens (n)
Sub c;?llés%:slimber (I))r Conditions of test and number Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) of permissible (see Note 1)
defectives
(pd)
Group 1 D See
Table I

Capacitance

Test DJp, first cycle
4.10.4 Cpld Temperature: lower cate-
gory temperature
Duration: 2 h
4.10.5 Lw air pressure (if Air pressure: 8.5 kPa
requirqd by the detail (85 mbar)
specifigation) <
4.10.5.3 Intermediate Visual examination ent breakdqwn,
measufement \ or harmful
\ doformation of the dase
4.10.6 Dpmp heat, cyclic, 6 X
Test |Db, remaining
cycles \)\/
4.10.6.2 Final  measure- Visual examinmagion No visible damage
ments Legible marking
Capacitanc AC for Grade 1.1: <|%
C Grade 1.2: <3%
Grade 2: <5$%
of value measured in
442, 483 or 49.3 as
(\/ applicable
ahgent Of Tods ang Increase of tan d:
for C<1 pF:
for Grade 1.1: <0.4015
Grade 1.2: £0.403
Grade 2:  <0.(05
for C>1 pF: see dptail
specification, comphred
to values measured in
4.3.1 or 4.6.1 as applic-
able
Insulation resistance | = 50% of values in 4.2.4.2
y
Group 2 D See
4.11 Dafup'heat, steady Table I
state
4.11.1 Initial measure- Capacitance
ments Tangent of loss angle at
1 kHz
4.11.3 Final measure- Visual examination No visible damage
ments Legible marking

AC for Grade 1.1: <1%

C Grade 1.2: <3%

Grade 2: <5%

of value measured in
4.11.1

(Table continued on page 29)
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Nombre
, de spécimens (1)
Numéro de p ayagraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essal ou (voir note 1) défectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND L
admissibles
(pd)
Groupe 2 (suite) D Voir
Tangente de I'angle de tableau I Accroissement de tg ¢:
pertes pour C<1 pF:
pour classe 1: <0,001
classe 2: <0,002
pour C>1 uF: voir spé-
cifisation ~particuliére,
hx valeurs
< 11.1
Reésistance d’isolement rs données
Yy
Grpupe 3 D ir
4.12 Endurance Durée: tablegy I
classe 1: 2000 h
classe 2: 1000 h \/
4.12.1 Mesures initiales Capacité Q >
4.12.5 Mesures finales Pas de dommagg visible
Marquage lisiblg
AC pour classe 1.1: <1%
C classe 1.2: <3%
classe 2: <5%

9,

\

Résistance d’isolement

par rapport § la valeur
mesurée au 4.]2.1

Accroissement df tg J:
pour C<1 pF):
pour classe 1:1<0,002

classe 2:(<0,004

pour C>1 pF} voir spé-
cification  pgrticuliére,
par rapport apx valeurs
mesurées au 4/12.1

2 50% des valeurs données

| au 4.2.4.2
Grpupe 4 \/ D Voir
4.2 6\Caracteéristiques en Capacité tableau I 1 Qolnn 4 9 £
OTCTioON de 1a tempera- Resistance d 1solement
ture (si applicable)
4.13 Charge et décharge
4.13.1 Mesures initiales Capacité
Tangente de Pangle de
pertes:
Pour Cy>1puF:a 1 kHz
Cy<1pF:a 10 kHz
Durée de charge: ... s
Durée de décharge: ... s Y

( Suite du tableau en page 30)
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TABLE 11 (continued)
Number
: of specimens ()
Sub-clause number D Conditions of test and number Performance requirements
and Test or (see Note 1) of permissible (see Note 1)
(see Note 1) ND defectives
(pd)
Group 2 (continued) D See
Tangent of loss angle Table I Increase of tan J:
for C<1 puF:
for Grade 1: <0.001
Grade 2: <0.002
for C>1 pF: see detail
1 hred
in
Insulation resistance 4.4.2
Y
Group 3 D S
. Tdble
4.12 Endurance Duration:
Grade 1: 2000 h h
Grade 2: 1000 h
4.12.1 Injitial Capacitance
measujements Tangent of loss angle: > G X
4.12.5 Final measure- No visible damage
ments Legible marking
AC for Grade 1.1: <1%
C Grade 1.2: €3%
Grade 2: <31%
of value measured| in
4.12.1
Increase of tan o:
for C<1 uF:
for Grade 1: <0.002
Grade 2: <0.004
for C>1 pF: see dgtail
specification, compgred
to values measured| in
4.12.1
sulation resistance >50% of values in 4.214.2
Yy
Group 4 D See
4.2.6 Characteristics de- Capacitance Table I 1 Asin 49 6
pending-en—temperature trsutatiomr resistarce ]
(if applicable)

4.13 Charge and discharge

4.13.1 Initial
ments

measure-

Capacitance
Tangent of loss angle:

For Cx>1pF: at 1 kHz
Cr<1pF: at 10 kHz
Duration of charge: ... s
Duration of discharge: ... s

(Table continued on page 31)
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Nombre
. de spécimens (n)
Numéro de payagraphe D Conditions d’essai et d’unités Exigences
et essal ou (voir note 1) defectueuses (voir note 1)
(voir note 1) ND A
admissibles
(pd)
Groupe 4 (suite) D Voir
4.13.3 Mesures finales Capacité tableau I AC pour classe 1.1: <1%
C classe 1.2: €3%
classe 2: <5%
par rapport a la valeur
mesurée au 4.13.1
Tausultu e }auslc de A T C tg J:
pertes e
] <0,003
] <0,005
: VOIr spé-
rticuliére,
ux valeurs
.13.1
Reésistance d’isolement 50%Ydes valeurs don-
1 \ ces au 4.2.4.0
\‘>
3.5 | Contréle de la conformité de lasqualité Q
3.5.1 Formation des lots de contréle
us réserve
able (voir
hcune des
de cing
chantillon
faire I'objet d’un accord entre le fabricant et I’Organisme Ndtional de
Surveillance.

b) Contréle du groupe C

Les essais de ce groupe doivent étre effectués périodiquement.

Les échantillons doivent étre représentatifs de la production courante correspondant
a la période spécifiée et doivent étre répartis en valeurs de tension élevée, moyenne et basse.
Afin de couvrir la gamme homologuée a chaque période, il doit étre essayé une dimension
de boitier par groupe de tension. Au cours des périodes suivantes, d’autres valeurs de
dimensions de boitiers et/ou de tension nominale de la production doivent étre soumises
aux essais afin de couvrir ’ensemble de la gamme.
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TABLE II (continued)

Number

Sub-clause number D .. of specimens (n) .
and Test or Conditions of test and number Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) of permissible (see Note 1)
defectives
wd)
Group 4 (continued) D See
4.13.3 Final measure- Capacitance Table I AC for Grade 1.1: <1%
ments C Grade 1.2: <3%
Grade 2:  <5%

of value measured in
4.13.1

X1 + £.1 1
TaZCtT OT TOSS agre

Insulation resistance

3.5 Qudlity Conformance Inspection

3.5.1 Fgrmation of inspection lots

a) | Groups A and B inspection

ject to

3.2).

dined

wing
ising

b) Group C inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis.

Samples shall be representative of the current production of the specified periods and
shall be divided into high, medium and low voltage ratings. In order to cover the range
of approvals in any period one case size shall be tested from each voltage group. In

subsequent periods other case sizes and/or voltage ratlngs in production shall be tested
with the aim of covering the whole range.
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3.5.2 Programme d’essai

Le programme des essais lot par lot et des essais périodiques pour le contrdle de la
conformité de la qualité est donné a la deuxiéme section de la spécification particuliére-cadre,
tableau IV, de la Publication 384-16-1 de la CEL

3.5.3 Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de la CEI, paragraphe
3.5.2, un nouveau contrdle doit étre effectué, la capacité et la soudabilité doivent étre vérifices
comme spécifié dans le controle des groupes A et B.

3.5.4 Niveaux d’assurance

Le(s) niveau(x) d’assurance donné(s) dans la spécification particulifre-cadre doit|(doivent)
de préférence étre choisi(s) dans les tableaux III A et III B ci-apres:

TaBLEAU IIT A @

* E F G*
Sops-groupe D ( /7 \)

de N\
¢ NQA N NQA NQA
cntrole** NC (%) <NC\ RY; )\> A NC %)
Al 4 2,5 \_/
A2 11 )
Bl s-3<\ 5

\( NC \ =2\niveaw'de role
A niveau de fualité acceptable
& TaBLEAU IIT B

Squs-groype \\ B\ > E F* G
Y
cputrd \K \ c P n c p n c p n c
CIAN I 6 9 1
C1B 6 18 1
a1 6 27 2
C2 6 15 1
C3 3 21 1
C4 3 9 1
C5 12 6 1

périodicité en mois
effectif de I’échantillon
nombre admissible de défectueux

= o

I

Notes relatives aux tableaux IIIA et IIIB:
* Les niveaux d’assurance D, F et G sont a ’étude.

#* Le contenu des sous-groupes de contréle est décrit dans la deuxiéme section de la spécification particuliére-cadre
applicable.
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3.5.2 Test schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for Quality Conformance Inspection is
given in Section Two, Table IV of the Blank Detail Specification, I E C Publication 384-16-1.

3.5.3  Delayed delivery

When, according to the procedures of IEC Publication 384-1, Sub-clause 3.5.2, re-

inspection has to be made, solderability and capacitance shall be checked as specified in Group
A and B inspection.

3.5.4 Assessment levels

The assessment level(s) given in the blank detail specification shall preferably be, selected
from the following Tables III A and III B:

TaBLE III A

D* E ( O F\ G*
Inspection - A\
sub-groyp** AQL A < A AQL
L o IL<\ éﬁ){ N I< > T{% L oh
_

Al

A2
B1
ble quality level
% *
Inspect{on F G
_ *k
sub-group (\ p n . P n c

ClAl \ / 6 9 1

CIB \ 6 18 1

Cl 6 27 2

C2 6 15 1

C3 3 21 I

C4 3 9 1

Cs 12 6 1

periodicity in months
sample size
permitted number of defectives

[=Ne]

I

Notes concerning Tables IIIA and ITIB:
* The assessment levels D, F and G are under consideration.
** The content of the Inspection sub-groups is described in Section Two of the relevant blank detail specification.
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SECTION QUATRE — METHODES D’ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication 384-1 de la CEI,

section quatre.

4. Méthodes d’essai et de mesure

4.1

Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CE1 paragraphe 4 4

4.2

4.2.1

4.2.1

4.2.1.

.1 Circuit d'essai

Essais électrigques

Tension de tenue

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de
suivantes:

Supprimer le condensateur C,.

a 0,01 s.

paragraphe 4.5 e ]a
1 s pour If essais Jot parlot Jorsndu ¢ ntrole de la conformité de la qualité.

W@ation Tension d’essai

Classe 1: 1,6 Uy
Classe 2: 1,4 Uy

), 1p) et 1d) 2 Uy avec un minimum de
200V

Selon paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des

perforations autocicatrisantes durant I'application de la tension d’essai est ad

modalités

Ssupérieur

leau 1 du
t pendant

mise.

modalités

4221

survantes:

La mesure de la capacité doit se faire a 1000 Hz ou le résultat de cette mesure doit Etre

ramené a une fréquence de 1000 Hz. Pour les condensateurs de capacité nominale supérieure
a 10 pF, les frequences de 50 Hz a 120 Hz peuvent étre utilisées, mais la fréquence de 1 kHz

est la fréquence de référence.
La valeur de créte de la tension appliquée ne doit pas dépasser:

— a 1000 Hz: 3% de la tension nominale,

— de 502120 Hz: 20% dela tension nominale, avec un maximum de 100 V (valeur efficace 70 V).
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SECTION FOUR — TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in 1 E C Publication 384-1, Section Four.

4. Test and measurement procedures

4.1  Visual examination and check of dimensions

I E C Publication 384-1, Sub-clause 4.4

4.2  Eldctrical tests

4.2.1 Woltage proof
sub-clause 4.6 of I E C Publication 384-1, with the followink

4.2.1.1 |Test circuit
Delete the capacitor C,.

[he product of R, and the rated
grgater than 0.01 s.

clause 4.5.2 of IE 10ati 3 igd of 1 min for qualification approval t¢

ality conformance testing.

Test voltage

Grade 1: 1.6 Uy
Grade 2: 1.4 Uy

2 Ug with a minimum of
200V

422

bubselause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Note. of self-healing breakdowns during the application of the test voltages is allowed.

5 and

Sub-
esting

4.2.2.1 The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of 1000 Hz. For rated
capacitance values > 10 uF, 50 Hz to 120 Hz may be used, but 1 kHz shall be the referee

frequency.

The applied peak voltage at 1000 Hz shall not exceed 3% of the rated voltage, and the
applied peak voltage at 50 Hz to 120 Hz shall not exceed 20% of the rated voltage, with a

maximum of 100 V (70 V r.m.s.).
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4.2.2.2 Lacapacité doit correspondre a la capacité nominale, compte tenu de la tolérance spécifiée.

4.2.3 Tangente de l'angle de pertes (tg J)

Selon paragraphe 4.8 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.2.3.1 Conditions de mesure pour les mesures a 1000 Hz

La tangente de I'angle de pertes (tg J) doit étre mesurée dans les conditions suivantes:
— Fréquence: 1000 Hz.
— Créte de tension: < 3% de la tension nominale.

42312 Exigence

La tangente de I'angle de pertes tg J ne doit pas étre supérigdre\a\la valeuxk approprié¢e du
tableau suivant:

- T@Q\e\l a leﬁe p es
Fréqueneg ’ . .
de mesuré*\ Capacité nominale \S\ M
formagee perfoymance 2

1000 Hz AR<M\)%1 - o—‘4\ .

Note.— Pour C > 1 pF, les valeurs de 1
particulicre.

rtes dgivent étre indiquées dans la spécification

4.2.3

inférieure ou égale & 1 uF, la targente de
nditions suivantes:

0-4 (valeur absolue).

424

4.5 de 1a Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

4.2.4.1  Ayant esure, le condensateur doit €tre entiérement déchargé. Le prodfiit de la
résistance du circuit de décharge par la capacité nominale du condensateur en essail doit &tre

SUpETicur ou egat 4 U015 ou 4 toute autrc valeur eventuclicment prescrite dans 1a specification
particuliére.

4.2.42 La tension de mesure doit &tre conforme aux prescriptions du paragraphe 4.5.2 de la
Publication 384-1 de la CEL

Cette tension doit étre appliquée immédiatement a sa valeur exacte a travers la résistance
interne de la source de tension.

Le produit de la résistance interne par la capacité nominale du condensateur doit étre
inférieur a 1 s ou a toute autre valeur éventuellement prescrite dans la spécification particuliére.
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4.2.2.2 The capacitance shall be within the specified tolerance.

4.2.3  Tangent of loss angle (tan 8)

4231

4232

Sub-clause 4.8 of I EC Publication 384-1, with the following details:

Measuring conditions for measurement at 1000 Hz

Tan ¢ shall be measured as follows:

— Frequency: 1000 Hz.
— Peak voltage: < 3% of the rated voltage
Requirement
Tan ¢ shall not exceed the values shown in the following table:

Notd. — For C > 1 uF, values of tan ¢ shall be

4.2.3.3 Measuring conditions
Hor capacitors with C asured as follows
— Frequency;
— poltage: 5, maximum.
— Inaccuracy: ~#(absolute value).
424 In
Sid K Publication 384-1, with the following details:
4.2.4.1 Befofe measurefnent, the capacitor shall be fully discharged. The product of the resist

of the.discharge circuit and the rated capacitance of the capacitor under test shall be > 0

Tan@\ofxls\s{ z%e\
Measurement X

Rated capacit
frequency c¢ capacitance P, form%c\ erformance
ade

Grﬁﬁ?l
1000 Hz Cp Al uF é{(m@ &U - 104

ecified in_the tailwmn.

Ance

0ls

or any other value prescribed in the detail specification.

4.242 The measuring voltage shall be in accordance with Sub-clause 4.5.2 of IEC Publi-
cation 384-1.

The voltage shall be applied immediatély at the correct value through the internal resistance
of the voltage source.

The product of the internal resistance and the rated capacitance of the capacitor shall be
smaller than 1 s or any other value prescribed in the detail specification.
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La résistance d’isolement doit satisfaire aux exigences du tableau suivant:

Produit RC minimal
(R = résistance d’isolement Résistance d’isolement minimale Résistance d’isolement minimale
entre les sorties) entre les sorties entre les sorties et le boitier
(C = capacité nominale)
(s (G (GSY
Points de mesure selon le tableau 1, paragraphe 4.5.2 de la Publication 384-1 de la CEL:
la) | la) 1b) 1¢) 1d)
Capacité nominale:
> 0,33 pF \ < 0,33 uF
Tension nominale:
>0V | <100V | >0V | <10V
Classe:
1 2 1

2 1 l 2 l 1 2 /

| |
30000 | 7500 llSOOOl 3750 100 \ 25 ‘ 50 /l<5 L 00

42.43 Lorsque I'essai n’est pas effectué¢ a la temp eTa

§’il y a lieu, &tre ramené a 20 °C, en multiplignt la valeutmesurog par le facteur fe correction
approprié. En cas de doute, la mesure a20fCe fatteurs de corredtion suivants
peuvent étre considerés com ehnepour @co densateurs a diélectrique en film de
polypropyléne métallise.

résultat de la|mesure doit,

era ure Facteur de correction
\( 5 \) 0.75
1
1,25
27 1,5
Q 0 1,75
3 2 J

caragyaphe 4.11 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu |[des modalités

aléur maximale de 'inductance doit étre fixée en spécification particulicre.

Une valeur approximative peut étre fournie & partir de la mesure de 19 fréquence de
résonance et de la valeur de la capacité mesurce au paragraphe 4.2.2.

42.6 Caractéristiques en fonction de la température (si requis dans la spécification particuliere)

Selon paragraphe 4.24.1 «Méthode statique» de la Publication 384-1 de la CEI, compte
tenu des modalités suivantes:

Les mesures de capacité sont effectuées aux points b), d) et f). La mesure de résistance
d’isolement est également effectuée au point f).
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The insulation resistance shall meet the following requirements:

Minimum RC product
(R = insulation resistance Minimum insulation resistance Minimum insulation resistance
between the terminations) between the terminations between terminations and case
(C = rated capacitance)
® (GQ) (GY
Measuring points in accordance with Table I in Sub-clause 4.5.2 of I E C Publication 384-1:
la) | la) 16) 1¢) 1d)
Rated capacitance:
> 0.33 uF | < 0.33 uF
Rated voltage:
v <100V | > 100 V <100 V
(prade: '

(sl

1 2 1 2 1 2 1 2
000 | 7500 | 15000 | 3750 100 25 50 12.5 100

4243

be [corrected to 20°C by multiplying the result o
cofrection factor. In case of doubt, measurement at(20 {Cis decisive.
fagtors can be considered as an aver ‘ ropyene film capacitors:

4.2.5

When the test is made at a temperature other than 2C ult shall, when neces

Temperature QC) (\ @ection factor

15 0.75
20
2 .25

75

[\
[\ P
~1 L

I

of 1E C Publication 384-1 with the following details:

The maximum jriductance value shall be stated in the detail specification.

sary,

ement, by the appropriate
following corrdction

An‘approximative value can be provided from measurement of resonance frequenc)

r and

capacitance value measured in Sub-clause 4.2.2.

4.2.6

Characteristics depending on temperature (if required in the detail specification)

See Sub-clause 4.24.1 “Static method” of I E C Publication 384-1 with the following details:

The capacitance measurements shall be carried out at points b, d) and f). The measurement
of insulation resistance is also carried out at point f).
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Caractéristiques a la température minimale de la catégorie

Température d’essai Caractéristique
au point b) capacité/température
AC
—10°Cet —25°C 0<T<+2,25%
AC
—40°C O0<——<+3%
C
AC
—55°C Os—c—<+3,75%

Caractéristiques a la température maximale de ¢dieé orﬁ\

Résistance d’isolement Resigtafice
: : e oint de meSurela i S
Température d’essai Caractéristique p "gx\& . solempnt
. . S oiMs de thesure
au point f) capacité/température

Cr> 033 <QBIF(\ 1), le) f 1d))
R x Cy X GO
N ava
AC
70°C ~25% <~ <0 Xo? \s\> 5
b s
A%
C §
85°C —3,25%{% s@ 1200
100°C 4% {25 <o 25 25
O ’ ’

4.3 | Robustesse des

oS
=N

Selon ‘parggrag blication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.3.1

bs 4.2.3.1

4.4 | Resistance a la chaleur de soudage

Selon paragraphe 4.14 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités
suivantes:

4.4.1 Conditions d’essai: Pas de séchage préliminaire

4.4.2 Examen, mesures et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement et mesurés; ils doivent répondre aux
exigences données au tableau II.
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Characteristics at lower category temperature

Test temperature
at point b)

Temperature characteristic

of capacitance

—10°C and —25°C

AC
0< C < +2.25%

—40°C

AC
0S—< +3%
C .

—55°C

0<

C
— < +375%

Characteristics at upper category temperature

Insulation resistapce
. A
Test temperature "I;le’m'perat.ur.e (measuring pow(t%)\
at point f) characteristic nt
of capacitance Cr>0.33 pF< O 033 )
R; x Cg (s) R )
AC
70°C —25% < ——<0 lSO(ﬁ S
- ,\\F\ - N
85°C ~325% < %\ 200 U
A
100°C

4.3 Ropustness of term

Sub-claus

43.1

4.4 Rebistance to cn/r/pring heat

B.3 as

Sub-clause 4.14 of I E C Publication 384-1, with the following details:

4.4.1 Test conditions: No pre-drying

4.4.2  Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements

given in Table II.
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4.5 Soudabilité

Selon paragraphe 4.15 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalites
suivantes:

4.5.1 Conditions d’essai: Sans vieillissement

Les exigences pour la méthode d’essai de la goutte doivent étre prescrites dans la
spécification particuliére. Lorsque ni la méthode du bain d’alliage ni la méthode de la goutte
d’alliage ne sont applicables, on doit utiliser la méthode du fer & souder avec un fer de forme A.

4.5.2 Les exigences sont indiquées au tableau II.

4.6 |Variations rapides de température

Selon paragraphe 4.16 de la Publication 384-1 dg &\ tenu des modalités

suivantes:

4.6.1 Mesures initiales

4.6.2

e dans la

cification

4.7

he 4.17 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités

4.7.1 I méthode B4 et le degré de sévérité suivant de I'essai Fc sont appliqués: amplitude du

déplacement 0,75 mm, ou accélération 98 m/s?, celle qui donne I'accélération la pEFus faible,
dans I'une des gammes de Irequences suivantes: de 10 Hz a 55 Hz, de t0Hza 500 Hz,
de 10 Hz a 2000 Hz. La durée totale doit étre de 6 h.

La spécification particuliére doit préciser la gamme de fréquences et doit aussi prescrire la
méthode de montage a utiliser. Pour les condensateurs a sorties axiales par fils et prévus pour
&tre fixés par leurs sorties seulement, la distance entre le corps et le point de fixation doit étre
de 6 + 1 mm.

4.7.2 Examen, mesures et exigences finals

Voir tableau II.
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